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摘要(译)

提供了一种用于跟踪磁共振成像（MRI）系统的视场内的设备的位置的
方法和系统。该方法包括计算以与最大信号强度的位置为中心的区域中
的信号强度的质心，对应于该装置的所获取的磁共振（MR）信号的
Lmax。
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